热机械分析仪
[bookmark: _GoBack]1.工作条件
1.1湿度: 5～80% (无冷凝)
1.2电源: 220V±10%；50Hz
2.技术参数
▲2.1可实现的全程温度范围：-150～1000℃。配置机械制冷系统的温度范围为：-70～400℃，可做温度循环实验。
▲2.2温度精确度：±1℃。
2.3炉体冷却时间（空气冷却，600～50℃）：≤10 min。
2.4升温速率范围（线性可控）：0.01～150℃/min。
▲2.5测量精度：±0.1％。
2.6灵敏度：≤15 nm。
▲2.7位移分辨率：≤0.5 nm。
▲2.8动态基线漂移：≤1μm（-100～500℃）。
▲2.9施力范围： 0.001～2N。
▲2.10力分辨率：0.001 N。
2.12气氛：惰性、氧化或反应气体等。
2.13工作模式：标准（温度斜坡、力斜坡、等应变）、自定义编辑程序。
2.14软件：可进行自由转换的中英文控制/分析软件；实验过程中能调整未进行的实验步骤；能自动规划安排各种校正、检验及诊断测试；软件可在官网下载安装。
2.15样品台和探针由石英制成，实验无需基线扣除。
2.16耐腐蚀的合金炉。
2.17触摸屏：≥7英寸APP式高清彩色触摸屏。APP式大尺寸彩色触摸屏能实时观察仪器的状态（如测试中的实时曲线），还可通过触摸屏幕对仪器进行控制，实现操作智能化。
2.18内置气路控制：内置≥2路质量流量控制并对载气预热，气体流量及种类计入原始数据，便于溯源。可通过软件自动进行两种不同气体的切换和气体流速切换。
2.19 高分辨率测量传感器可测量≥26mm 的样品，位移测量范围为±2.5mm。
3.配置要求：
3.1与主机相匹配的数据工作站2台，不低于以下配置：兼容操作系统； CPU≥12核；内存≥32 GB；固态硬盘≥1TB+机械硬盘≥1TB；可刻录式光驱；；≥27英寸液晶显示器。
3.2夹具：标准膨胀夹具1个，穿刺夹具1个，宏膨胀夹具1个，拉伸夹具1个，三点弯夹具1个，体膨胀夹具1个等。
3.3随机标样（膨胀系数校正标样1个；温度校正标样标准金属铟1瓶）及常用工具箱（力校正砝码1套、制样工具1套、扳手1个、螺丝刀1个）。
3.4机械制冷装置（-70～400℃），可将冷却温度控制在 -70℃，无需使用液氮。

开尔文探针力显微镜
1.工作条件：
1.1相对湿度：≤60%；
1.2适用电源：单相，220V±10%，50/60Hz，4kVA，要求连续供电；
1.3地线：接地电阻≤100Ω；
2.技术参数：
2.1.自动化测量功能：
2.1.1操作导航, 手动或自动一键式测量，扫描可设定偏好或自定义方式；
2.1.2 具备自动判定参数功能，根据样品实际情况自动设定测量参数，无需人工干预；
2.1.3 菜单化测量功能，实现≥100个点手动或自动参数的连续自动测量；
2.2.软件功能：
2.2.1三维图像显示；
2.2.2线粗糙度分析； 
2.2.3表面粗糙度分析； 
2.2.4剖面分析； 
2.2.5 Tilt/Flat/Edit/Clip/Mask/Local Filter/FFT Filter图形处理功能；
2.2.6离线分析软件；
2.3.功能模块：
2.3.1 AFM接触式原子力显微镜； 
2.3.2 FFM摩擦力显微镜； 
2.3.3 DFM轻敲式原子力显微镜； 
2.3.4 PM相位图；
2.3.5 Force Curve力曲线；
▲2.3.6 物性SIS模式测量；
2.3.7 噪音水平≤0.03RMS；
2.4.最高像素采集：≥16384点；
2.5.系统自检功能：扫描器自检，通讯自检，电源自检，信号自检，实现快速故障诊断；
▲2.6.样品最大尺寸：直径≥32mm，高度≥10mm；
2.7.样品台移动范围，XY≥±2.5mm，Z≥10mm； 
2.8.SLD低相干激光器，波长≥800nm，功率≥600µW；
▲2.9.标准20微米(XY:20um Z:1.5um)扫描器，≥5年保修；
2.10.探针支架（双模式）：
2.10.1多功能探针支架：匹配普通AFM进行，可使用通用型探针进行相应的功能测量；
▲2.10.2自动化预装探针功能预装Pre-Mount探针支架；
2.11：辅助单元:
2.11.1气悬浮型桌面式防震台（完全匹配主机）：承重≥80kg；
2.11.2光学显微镜：一体式光学显微镜：视野范围≥1.6mm x 1.2mm；
2.12.图像格式：包含专有格式，BMP，JPEG以及CSV数据格式等；
2.13电磁性能测试附件:
▲2.13.1 开尔文力显微镜KFM（KPFM），具备频率调制FM模式和振幅调制AM模式；
2.13.2 压电响应显微镜PRM；
2.13.3 AC模式的静电力显微镜EFM(AC)；
2.13.4 DC模式的静电力显微镜EFM(DC)；
2.13.5 磁力显微镜MFM；
2.14.机械性能测量附件:
14.1 粘弹性原子力显微镜VE-AFM；
▲14.2 切向调制原子力显微镜LM-FFM；
14.3 粘着力显微镜；
2.15. 探针： 
2.15.1. 适用于轻敲模式DFM，相位模式PHASE探针，≥30根；
2.15.2. 适用于表面电位势KFM，静电力EFM，压电响应力PRM，导电AFM等测量模式，≥10根；
2.15.3预装DFM探针：自动化预装Pre-Mount探针≥10根；
3.配置要求：
3.1AFM主机1套；
3.2开尔文力显微镜附件（KFM（KPFM）模块）1套；
3.3机械测量附件（机械性能扫描模块）1套；
3.4双功能探针支架1套；
3.5防震台辅助单元1套；
3.6光学显微辅助单元1套；
3.7耗材探针（轻敲模式探针30根，KFM探针15根，自动预装Pre-Mount探针15根）；
3.8软件运行及数据处理终端1套（兼容操作系统；CPU≥十二核；机械硬盘≥2T，固态硬盘≥1TB；独立显卡；RAID-5可刻录式光驱；内存≥32 GB；液晶显示器≥27英寸；数据输出：彩色激光、A4）
